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| YONTEM YONTEMIN PARAMETRE / | ALT SINIR (um)
| DAYANDIGI DAGILIM

PRENSIP
Elek Analizi Elek Capi / 20.0-75.0
5} Geometrik esas Agirlik
- Optik Mikroskop Martin, Feret ve 1.0
53 izdlisim alan Cap
/ Sayi
Sedimentasyon Hidrodinamik Stokes capi / 2.0
Agirhik
Akim taramasi Hacim Hacim / Sayi 0.6-0.8
metotlari
Alan taramasi Isik sagilhimi Hacim / Agirlik 0.05
metotlari
Gegirgenlik Yizeysel Spesifik ylizey 0.1 -1.0
~ Adsorpsiyon ozellikler
Foton korelasyon Brown hareketi Stokes capi <1.0

spektroskopisi



OPTIK YONTEMLER

»>Optik mikroskop (1.0 — 150 um)

»Elektron mikroskobu
*SEM (Scanning elektron microscopy)
*TEM (Transmission elektron microscopy)
*AFM (Atomic force microscopy)

Optik mikroskop dezavantajlari:

»Capl olculecek partikulun hangi boyutunun cap kabul
edileceqi belirsizdir,

»Zaman alici ve yorucu bir analizdir,

>1ki boyutluluk s6z konusudur ve cok partikil sayilmasini
gerektirir (en az 500-3000 adet),

»Bu nedenlerden dolayi tekrarlanabilirligi zayiftir.




. ELEK ANALIZI

Elek analizi en ¢ok kullanilan partikaiil
buyukliigu olcum yontemidir, ancak
tekrarlanabilirligi kotudiir. Elek
acikhiklari (mesh) kare seklinde oldugu
icin bu acikliktan gecen partikiller
ancak kiresel iseler her defasinda

tekrarlanabilir sonuc elde edilir.



, SEDIMENTASYON YONTEMI

Partikiillerin bir sivi icinde cokme sirasindaki
davranislari partikiil buiyliiklugi tayininde kullanilir. Bu
yontemde sivi icerisindeki tek bir kuirenin yercekimi
altindaki cokme hizi olcgiiliir. Sivi olarak %0.2-0.5

konsantrasyondaki slispansiyonlar kullanihr.

>»Andreasen pipeti
»>Cohn sedimentasyon terazisi
>Hidrometre

> Elektriksel Mobilite Analizoru



AKIM TARAMASI-COULTER COUNTER SAYACI

Bir elektrolit cozeltisinde meydana gelen
iletkenlik degisikligi partikiilin hacminin

hesaplanmasinda kullanilir.

Calisma Prensibi:

Acikliktan gecen partikiilin olusturdugu voltaj
degisikliginin hacme dogrudan dogruya esit olmasina

dayanir.




AKIMTARAMASI-ISIK BLOKAJIYONTEMI

~ Numunenin dagitildigi sivi, bir Istk kaynagi
ile kesilen pencereden gecerken
partikuller 15181 bloke eder. Bu durum bir
foto-dedektor ile tespit edilir.

Sensor bolgesi mutlaka temiz olmalidir,
partikiil yapismasi olcumu etkiler. Pahal bir
yontemdir. |pm-3000 um gibi genis bir
olcum araligi vardir.

HIAC-Royco



ALAN TARAMASI-DARACILI LAZER
ISINI KIRINIMIYONTEMI (LALLS)

> Sistem sabit dalga boyu olan bir lazer 1sik kaynagi
ve bir dedektor icerir. Lazer 1sinindan gecerken
partikillerin kirdigi 1sik toplanir. Difraksiyon (1sik

karinim) acisi partikiil boyutu ile ters orantilidir.

-Suspansiyonlar

-Toz maddeler

-Emiilsiyonlar



FOTON KORELASYON SPEKTROSKOPISI
YONTEMI

Partikullerin kendi aralarinda gosterdikleri
Brown hareketinden yararlanarak partikul
boyutunu olgmektedir.

Genellikle 5-5000 nm boyutundaki
partikullerin buyukluklerinin olgumu igin
ideal bir yontem olan bu teknikte olgulen
Stokes capidir.

Malvern Mastersizer Nano ZS




YUZEY METOTLARI-GECIRGENLIK
YONTEMI

v Yiizey metotlar partikiil biiyiikliigii

dagilimini olgmez.

v'Spesifik yluzey, yani birim hacim (Sv)
veya agirlik (Sw) basina dusen ylizey
olculur.

vBu yontem ile tozlarda ortalama
boyut olclimu gerceklestirilebilir.
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YUZEY METOTLARI-ADSORPSIiYON
YONTEMI

| v Bu yéntemde partikiil biiyiikliigii dagilimini
0lcmeyen sadece tozlarin spesifik yuzeyini
 6lgmede kulanilan bir yéntemdir.

vYontemin esasi gazin kati yuzeyine tek
| tabaka halinde fiziksel adsorpsiyonudur.

' v Kullanilan aletler volumetrik ve gravimetrik
 esaslara baghdir.



